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 PF および PF-AR における硬 X線
XAFSステーション（BL-7C、BL-9A、
BL-9C、BL-12C、NW10A、NW2A）
の光子束を図 1 に示す。時間分解
XAFS 実験用でアンジュレーター光
源の NW2A を除いて全て偏向電磁
石光源であり、7C を除いて集光ミラ
ーを備えている。前置平行化ミラー
を有する BL-9A では極めて高い光
子束が得られ、また、2.1 keV（Pの
K 吸収端）までの測定を He 雰囲気
下で行うことができる特徴がある。
BL-7C、9A、NW10A には高次光除
去ミラーを備え、高次光の影響を十
分に低減した測定が可能である。6.5 
GeV の PF-AR にある NW10A は、
Si(311)二結晶分光器で 42 keV（Ce
の K 吸収端）までの測定が可能であ
る。BL-9A、12C、NW10A には 19
素子 SSD を備えており、BL-9A、9C、
12C、NW10A にはクライオクーラー
を整備して低温測定にも対応している。 
 最近では、より高速のモノクロメー
タースキャンによる測定（通称、Quick 
XAFS：QXAFS）のニーズが高まって
おり、BL-9C、12C、NW10A では 1
スキャン当たり数10秒までのQXAFS
システムを整備している（図 2）。 
 これら全てのステーションでは、PF
において開発された装置制御プログラ
ム“STARS”をベーストする同一のソ
フトウェアで XAFS 測定が可能でる。 
 2008 年度のビームタイム配分率は、4-6 月期が 70.2％（PF）と 79.9％（NW10A）、10-12
月期が 88.1％（PF）と 76.9％（NW10A）、1-3 月期が 97.2％（PF）と 99.2％（NW10A）
であり、全実験の中の約 8.5％が産業界からの利用である。 

 
図 1 PF および PF-AR の硬 X 線 XAFS ステーションの
実測光子束。図に示していないが、BL-9C は BL-12C の
約 1.5 倍。NW2Aと NW10A は PF-AR の 6.5 GeVリン
グで、NW2Aは真空封入型テーパードアンジュレーター。 

 
図 2 NW10AでのNi の K吸収端における
QXAFS測定の例。XANES領域だけならば 5
秒/スペクトル程度での繰り返し測定が可能。 


